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摘要(译)

本发明提供一种有机发光元件像素缺陷修复方法，用以修复具有实质短
路现象的有机发光元件，有机发光元件于基板上包含一第一电极、一有
机发光层以及一第二电极。有机发光元件像素缺陷修复方法包含下列步
骤：一电气测试步骤以及一隔绝层形成步骤，其中，于电气测试步骤
中，于有机发光元件的第一电极与第二电极间施以一电流或电压，以使
有机发光元件的实质短路处形成断路；于隔绝层形成步骤中，于有机发
光元件的断路处形成一隔绝层。本发明亦提供一种有机发光元件像素缺
陷修复方法的另一实施例，该实施例与上述有机发光元件像素缺陷修复
方法的不同之处，在于更包含一电性检测步骤。
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